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摘要(译)

本公开涉及用于磁性纳米粒子温度成像的方法和系统。具体地，本方法
涉及将磁场的不同组合应用于放置在一维空间中的磁性纳米颗粒，收集
磁性纳米颗粒的AC磁化信号，并分析所收集的信号以获得一维空间的体
内温度信息。将不同的激发磁场应用于磁性纳米粒子，使得一维温度成
像转化为每个小区的单点温度测量，并且可以在不知道磁性的浓度分布
的情况下精确且快速地实现一维温度成像。纳米粒子。
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